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Correlative顯微鏡之研發與應用
隨著科技不斷的進步，電子顯微鏡已經是材料科學領域中的一項不可或缺的研究工具，近期在化學以及生物領域的應用研究衍生出了整合光學顯微鏡做為輔助檢測工具的需求，因此工業技術研究院量測技術發展中心設計了一個光學顯微鏡與電子顯微鏡結合的系統，稱之為光學系統整合電子顯微鏡 (correlative light and electron microscope；CLEM)。本設計主要目的是以光學顯微鏡快速尋標定位，再以電子顯微鏡做進一步細部觀察。其特色在於光學顯微鏡之光路與電子顯微鏡之電子束共用同一條光路，並同時由上往下觀察樣品。如此一來，所觀察到的樣品影像將同時具備高重複性以及關聯性，此外，光學顯微鏡模組未來還可擴充動態量測及螢光影像分析等用途。
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